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способы контроля 
электропроводящих и 

магнитных материалов, повыишющие 
точность определения их уделі.ной 
электропроводности а, маінйттіой 
проницаемости ц, однородности 
распределения а  и р, толщины 
контролируемых объектов и параметров 
дефектов сплощности в них. Применение 
способа контроля толщины пластины из 
электропроводящего материала с 
использованием ійстерезйсных свойств 
преобразователей маінйтного поля 
представлено на рис. 1 -  2. Па
преобразователь магнитного поля 
(мапштный носитель), нрйложенні.ій к 
объекту, воздействовали импульсом 
магнитного поля в полволны с разні.імй 
параметрами заднего фронта. Записанную 
на нем информацию считывали с 
помощью воспроизводящей магнитной 
головки и получали на экране монитора 
зависимости электрического напряжения 
от времени U(0- На рис. 1 и рис.2 
показаны зависимости U(0
соответственно для пластин из алюминия 
толщиной UO IO'̂ M и 1,310‘*м Величина
нулевого максимума при / = 1 • 10'^с (рис.2) 
составляет 5,910'^В, а нулевоіо 
минимума при / “ 110‘̂ с (рис.1) равна 

нулю. Величина относительной погрещности с учетом диапазона 
измерения и величины приведенной погрешности осцйллоірафа будет 
5 = 0,53%. (ак как изменение толщины пластины составляет 30%, то 
относительная погрешность измерения толщины равна 0,16%.
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